DFT, (Design For Test) en
QRM, (Quality Resource Management)
twee belangrijke proces verbeteraars.

Een goed ontwerp is het halve werk.

Peter van Oostrom (PVO@ROMEX.NL)
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In control out off control

Gedurende Garantie.

Kosten en
Reparatietijd

Procesvoortgang
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SMD Productielijn !!

Zeefdruk ' P&P . Reflow

Productie gerelateerde

fouten (80-90%) sluitingen, “Opens”,
ontbrekende componenten,
verkeerd geplaatst, etc.

Reparaties verhogen de kosten!! o,

>
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leder goed testsysteem bevat

( N 4 N 4 N
Meetinstrumentatie Testrack met interface Testfixture of ITA
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Betrouwbaarheid begint bij het testsysteem zelf (bekabeling).

¥ Minimaliseer de bedrading en connectorovergangen in uw DuT
Adapter ;
testsysteem. ; P SWITCH.

v Totale Signaallengte 460 CIm L >§:T
o - & 3
¥ Minimaliseert het risico van; - Au
H H H H A | 10 Contacts / 84 mOhm

¥ Variatie in signaallengte
Extra contact en kabel weerstand
Extra capaciteit tussen kabels
Gevaar van “noise”, overspraak
Kabels genereren extra kosten
Schema’s worden extra complex
¥ Het vinden van fouten wordt lastiger
¥ Het debuggen wordt lastiger
¥ Mogelijk extra assemblage / bekabelingsfouten

4 9 949
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Betrouwbaarheid begint bij het testsysteem zelf (bekabeling).

PXI Chassis

&

Receiver B4

YAVmodule (No cabling needed)

........
B RO B

Receiver 54

v Door iets meer te investeren in het ontwerp van uw testsysteem
voorkomt u veel leed in de toekomst.
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DFT design For Test.

¥ Naast het ontwerp en de bouw van uw testsysteem en fixture
is “Design for test” en testbaarheid dus erg belangrijk;
¥ Om het testen, de test-software en de test-tooling zo eenvoudig mogelijk
te implementeren tegen zo laag mogelijke kosten.
v DFT zorgt dan voor de hoogste betrouwbaarheid en minimale field return.

DFT maakt het verschil.
voor de assembleur,
VOOr uw portemonnee
en uiteindelijk voor de
totale productkwaliteit
en de uiteindelijke kosten.

Hoe bereik je dit?
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Betrouwbaar contacteren m.b.v. een Testfixture (ICT).

ICT Testfixture.

1. Testprobes
Aandrukvingers

Te testen printplaat
Vacuumkamer

Receptacles

o g A W N

Tester Interface

[
0
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Betrouwbaar contacteren m.b.v. een Testfixture (FCT).
FCT Testfixture.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Closed position — Top + Bottom contacting

Testprobes \
= |

Aandrukvingers =

4
i
34,4

L&
5
-

Te testen printplaat _ |

B

Receptacles

Locatie pennen —

I

PCB support "
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DFT (design For Test). Toegankelijkheid via onderzijde UUT.

HF
HF

HF
HF

uar

e CHAIN CH.A_OUT

CHZ_N CHZ_OUT
o CHIIN CH.3_OUT

wan b g snTRAO0 . TSR BEART, M T TV

Do om anTEAYL o TSF. BOART OOUT TV

map g geanyRIDE L TSR eawvgogrww

11 FA%d o TSE s any cuwm owtme

of CHAN CH.4_0uT

GHND Ve

=— DISABLE BYPASS

HE ne FE—x

U-THENMIPWER

=5y Video +5_Hamal

¥ Zoveel mogelijk testpunten toevoegen speciaal voor ICT bij voorkeur aan onderzijde
¥ Hoe meer testpunten hoe beter de testdekking zal zijn.
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Top probing en
koeling

« Aandrukvingers
> Transferveld

» Locatiepennen
 PCB support
Inleghulp
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DFT (design For Test). Toegankelijkheid via onderzijde UUT.

Standard Fixture

Closed position — Top + Bottom contacting

| u
] o

fj T T e |

038 MINIMUM

34,4

56,4

/
16
S

TOP PLATE
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DFT (design For Test). Toegankelijkheid via onderzijde UUT.

Standard Fixture Guided Probe & Zero flex

038 MINIMUM

i h TOP PLATE

¥ - Hoe kleiner de diameter van het testpad hoe complexer de fixture wordt (lees duurder).

—— .070 MINIMUM

- .020

TOP PLATE
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DFT (design For Test). Toegankelijkheid via onderzijde UUT.

CAD, alleen basic outline data

Volledige CAD Data

a5
B
51 C2E C26 Ea
[en]
LFy [ I [
\ 1(1G1 C3||F3 |=RS [ CT||ET Fa |
N " 2
F2||C2 Ca|| F4 ‘:Rﬁ R CH|| FE FA0C #
m
CER
IE' -1
(.11 E|
129
=1 | =
1413 can
| |;| 'Tz‘
Lo ] || [
)
] | i

\ cHegm T =
N P e L ]
[ JHE BHH BEE SEE 5
- BRE_2BE| Ba=. SRR 85
: _ @

| g |1 28 rrrrrm

o] i Uil el 70 i
s 2= [ 2 @ R
@'ELFHHHH LFLI = TIUOI00T]

ey | Ef e e

O\ il BEE o

e, 30/31 MEI & 1JUNI2017 ELECTRONICS
i%' % JAARBEURS UTRECHT *APP;,;MQ[EIQQ:E»

c) Romex BV 2017. 18



DFT (design For Test). Toegankelijkheid via onderzijde UUT.
CAD, alleen basic outline data Volledige CAD Data
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DFT (design For Test). Toegankelijkheid via onderzijde UUT.

Guided Probe & Zero flex

070 MINIMUM
020

TOP PLATE

¥ - Onvolledige of onnauwkeurige CAD data zorgt voor fouten.
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DFT (design For Test) ook voor eenvoudige testfixtures.

¥ - Bij geen of onvoldoende drukcompensatie m.b.v. aandrukvingers ontstaat stress door
doorbuigen van de PCB. ey
iﬁ%
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DFT (design For Test) denk aan veerdruk compensatie.

Probes voor loodvrij soldeer
Veerdruk 114-184 gram

054 036
(1.37) (0.91)

% 330
0AL. (8.38) >

1.30 >
a (33.02)

Voorbeeld totale veerdruk: Toelaatbare doorbuiging van de printplaat,
gedurende test tussen 0,2mm — 0,25mm.

1 Probe 150 gram _ _

10 probes 1500 gram, 1,5 Kg Sommige componentenleveranciers

100 probes 15 Kg hanteren zelfs maximaal maar 0,15mm
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DFT (design For Test).

DFT kan niet alles voorkomen

) ﬁ—o !
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DFT design For Test (Single board or multi panel).
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DFT design For Test (Single board or multi panel).
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DFT design For Test (Single board or multi panel).
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Meten Is weten en een tool voor verbetering.

En dan kunnen we met
een gerust hart gaan
testen.
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Meten Is weten en een tool voor verbetering.

Een Testsysteem
verricht vele metingen

»»»»»

VAT JRNA AN

en genereert dus heel = — —

veel belangrijke i T T e | = ——
testdata. : =i ' E EEEER
Het is zonde deze data, | e S |

na een PASS of FAIL, = B EEmm=

niet meer te gebruiken.

nnnnnnn
Test Finished. BT
Extract DUTs

uuuuuu
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Meten Is weten en een tool voor verbetering.

FACTS
WEB FRONT END

Alarming, Scheduling etc

FACTS
DATABASE

SQL/sQL Express Test station '...

E_'-n-.:1 Test station

FACTS FACTS FACTS

Custom Importer API TestStand Result |
Processer |
txt, XML etc LabVIEW, .NET etc FA@TS SQL I
Database Server |
Package Local or | X times
in the Cloud |
|
|

== FA@'TS
ESSSH Test station
i
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Meten Is weten en een tool voor verbetering.

FA ‘f‘TS Dashboard Reporis System

Alle testgegevens van iedere Haias
meting worden opgeslagenin | o
d e d atab aS e ! i n CI u S i ef Z ake n Smm:::s"lf:::ne Test Test result Test run Teststation Test fixture Test operator Test version Unit revision Import time

aIS tester Iocatle, flxtu re type’ Q| @ 2070420104618 | WRTS4x Final Test  Passed 1sf1 DK-GM-00007 A Operator / 72922 RevG MKV 2017.04-20 104827
programma versie, board, .

d .. d Q | | Showing 1 1o 25 Of 25 test step results

atu m e n tIJ ] Testorder 4 Teststep 4 Testrun 1value Test run 1 result

1 Supply Gurrent 16,315E-03 A Passed

2 Start DUT UART 255,000 E+00 Passed

3 Gheck ETH SW Version 1 Passed

4 Check 1.8v SUPA 1,819 E+00VDC Passed

5 Gheck 3.0v ESUPA 3,028 E+00 VDG Passed

= B SetHW Rev 0x01 1,000 E+00 Passed

H et reSu |taat Van Iede re 7 Set Production Date 1,000 E+00 Passed

8 Adjust 1.8v Supply 1,800 E+00 VDC Passed

te Ststa o Get Bandgap Setting 7,000 E+00 Passed

p 10 Verity 3v Banagap 2,999 £+00 VDG Passed

1" Status LED TP23 ON 2,688 E+00 VDG Passed

12 Status LED TP23 OFF 36,600 E-03 VDG Passed

13 Adjust RF Clock 2,082E+00Hz Passed

14 Get Clock Setting 679,000 E+00 Passed

15 RF Power GHO Ant 2 21,930 E+00 dBm Passed

16 RF Power GHO Ant 1 21,980 E+D0 dBm Passed

RF Power Trim Passed
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Meten Is weten en een tool voor verbetering.

Testtijd en
Handlingstijd

Per dag, week,

Per tester

FAQ“TS Dashboard ~ Reporls  Sysiem

Dashboard

Dashboard Main Controller SPC FEP - Meas PSU current performance?? Yield Test Duration testprobes.nl

I Test count
| Test me
l B Handle time
I | 150
41 1 II
LA

B Average fotdl time

B Handle time by Week

B Average total tme.
T — B Test count
300 /_\ ,Z/;\T_ e o [ Test tme
H . [ Hande fime
250
600
20 500
£
gwsa =
a0
100
200
=0
100
0 0
b}b))h)b;)h)@)hhb)b;b;h
Q’ X % 3 q!.
@, *: %o, T, ©
(b% %‘b @ % %Zb (b‘b (b‘b %‘b %'% %% (b‘b

Per Week
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Meten Is weten en een tool voor verbetering.

FA(‘TS Dashboard ~ Repors  System 6TL Engineering ~ -

Per Week

W|Passed
W|Faied
Aborted
e |Error

B Vield by Week

View
) Avg. vield (85.0%)

Yield informatie, per WK,

Per Board

Per tester Per Tester| | = Per Fixtur
T R - [ " e
Per fixture. = ome - = me
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Meten Is weten en een tool voor verbetering.

Export ~

Serial no. ‘ SN635739503437890000 - 98286362712 - WRT22G - Low Gost Router (New filier template) '

+ Save il Delete

‘ Teststatus: Unit has failed test |

Showing 1 test results

Show Test time v Test  Testresult Testrun  Teststation Test fixture Testoperator  Testversion  Unit revision Import

T tr |t t @ v 201507-3114:3908 FEP  Failed 10f1 DK-GM-D00D6 A Operator /22135 B_Ver009 REVA 2015-07-31 14:39:16
B TestStep Results v

Inzoomen per test. e

“ Teststep * Test run 1 value Test run 1 result
1 Measure Vieg 1872 E+00V Passed
Measure Power Supply Gurrent 5615E-03A Passed
Download Firmware Passed

Reset o Passed

Per board, fixture, tester. : T
Alle Failed, Passed, : iz e T

SetData Passed

- Set generator Off o Passed

Aborted, Terminated etc - o
, " " SetLED1 onRed) Passed

12 SetLED2 offBlue) Passed

12 Measure LEDO Green on 13,819E-03VDC Passed

14 Measure LED1 Redon 29,820 E-03 VDC Passed

15 Measure LED2 Blue on 25,437 E-03 VDC Passed

16 Write Xtal Offset to 0 0 Passed

17 Passed

| e
< 8 RF Power FO 2,396 E+00 cBm B
_—
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Meten Is weten en een tool voor verbetering.

B ByFixture

Zoom Y axis | Both axes || Reset |
8000 100
Ml Passed
Ml Failed
000 Abarted
80 M| Error
B Yield
M| Avg. vield (89.2%)
oo 60
] <
§ 4000 i
8 Q
Fid
3000 “
2000
20
1000
o




Meten Is weten en een tool voor verbetering.

Doeliseenzohoog —

W Passed
W Faied
Abarted
[ Emor
View
W 2vg. vied (93.4%)

mogelijk Yield (94%)
op je productie te kunnen
halen.

i
3
Showing 51 to 75 of 83 entries

Group “ From time To time Total Passed Failed Aborted Error Yield %
2014 W42 2014-10-13 00:00:00 2014-10-19 23:50:59 728 740 42 0 0 93,2
2014 W43 2014-10-20 00:00:00 2014-10-26 23:59:59 BE 264 55 0 0 24,0
2014 Wad 2014-10-27 00:00:00 2014-11-02 23:59:59 722 @z 5L 0 0 83,0
2014 W45 2014-11-03 00:00:00 2014-11-09 23:59:59 718 58 0 [} 92,5
2014 W46 2014-11-10 00:00:00 2014-11-16 23:59:59 42 [ [ e3,2
2014 W4T 2014-11-17 00:00:00 2014-11-23 23:50:50 E= 53 0 0 93,8
2014 WdB 2014-11-24 00:00:00 2014-11-30 23:59:59 a1 5L 0 0 83,2
2014 W49 2014-12-01 00:00:00 2014-12-07 23:59:59 734 744 50 0 0 23,7
2014 W50 2014-12-08 00:00:00 2014-12-14 23:59:59 797 750 47 0 [} 94,1
2014 W51 2014-12-15 00:00:00 2014-12-21 23:59:59 452 48 [ [ 23,2
2014 W52 2014-12-22 00:00:00 2014-12-28 23:50'50 210 &3 0 0 92,2
2015 W1 2014-12-29 00:00:00 2015-01-04 23:59:59 731 45 0 0 24,2
2015 W02 2015-01-05 00:00:00 2015-01-11 23:59:50 735 qea 5L 0 0 23,1
2015 W03 2015-01-12 00:00:00 2015-01-18 23:59:59 750 43 0 0 24,3
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Eind goed al goed met een blije eindgebruiker.
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Eind goed al goed met een blije eindgebruiker.

Bedankt voor uw aandacht.
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